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В (' :) обсуждались результаты экспериментального исследования 
излучения, возникающего при пролете нерелятнпнстскнх электронов 
через тонкие пленки металлов. Там же приводились спектральные рас­
пределения излучения для серебряных пленок. В настоящей статье 
обсуждаются характеристики излучения электронов в пленках серебра 
с целью выяснения той ситуации, которая сложилась в настоящее 
время по вопросу свечения серебра под действием электронов. Д< то 
в том. что для серебра многие авторы (։-։) наблюдали аномалию, не 
объясненную до сих пор и заключающуюся в следующем: при наклон­
ном (почти скользящем| падении электронов на поверхность серебр.. в 
оптической части спектра было обнаружено излучение, большая интен- ; 
снвность которого никак не может быть объяснена н рамках теории 
переходного излучения. I

Во всех упомянутых экспериментах слой серебра методом вакуум- Д 
кого напыления наносился на твердую основу—массивную пластинку из 
стекла или серебра. При этом шероховатость, которую нельзя устранить 1 
на основе, автоматически повторяется на напыленной поверхности | 
Вместе с тем, н настоящее время известно (’). что упомянутая анома- 1 
лия для серебра непосредственно связана с шероховатостью поверхно- I 
сти. Поэтому представляет интерес исследование излучения в тонки՝ Я 
пленках серебра, полученных в чистом виде (2). Поверхность тонких 1 
пленок (о >-) намного ближе к идеальной плоскости, чем поверхность Я 
массивных образцов, и. кроме того, в них меньше сказываются эффекты. Я 
связанные с многократным рассеянием электронов. Основные опрел՝” Я 
ления и обозначения, а также подробности экспериментального харак- Я 
тера приводились ранее (2| и здесь опускаются. Я

Данные получены из измерении для вариантов Г и В, когда угол И 
> влета электрона в мишень лежит в плоскости наблюдения и в пер՛ V 
лентикулярной к иен плоскости соответственно. Измерения проводились й.г. 
при двух длинах волн, одна из которых (3400 А) выбиралась близкой
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К области прозрачности серебра (՝325'»А) и примерно соответствовала 
положению максимума интенсивности получения в серебре р при 
скользящих углах влета электрона в мишень.

Излучение окалывается но всех случаях линейно поляризованным, 
причем знак поляризации для вариантов В и Г соответствует предска­
занному теорией переходною излучения Гинзбурга-Франка Для 
пленки степень поляризации высокая, достигает 95+97%. а измеренная 
величина перпендикулярной составляющей излучения ( \Г<) в большин­
стве случаев ни превышает величины экспериментального фона. Исклю­
чение составляют случаи большого угла влета электрона в мишень 
О -60 и 7.) I и >.=34ООА, когда величина IV становится несколько 
больше фонового значения. Однако вклад IV* является незначительным 
и полное излучение практически состоит из фотонов, поляризованных в 
плоскости излучения.

Зависимость спектральной плотности излучения от энергии элек­
трона п угловые распределения излучения представлены соответственно 
на рис. I и 2. Результаты измерений сравниваются с формулами пере-

Рис. I Зависимость спектральной плотности >нсрг ни излучения 
от энергии электрона Е для пленки серебра толщиной 63-3 А 
• 1Гь О — IV -и. Излучение назад: ,£-* - м №. •*> .
• •—н’ -52.5°. Излучение вперед: .Я ’—в 52.5 . ./ + ~ —

—Н'= —52.5°
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хоцюго излучения для пластинки При вычислении кривых испои,, 
лопались оптические постоянные, измеренные нами (г) (пунктирные 
кривые 1ЛЯ / =5(100 А), а также измеренные ipyriiMn авторами 
(сплошные кривые (’) и пунктирные кривые для / 3400 А (*)). .Заме­
тим, что оптические постоянные, соответствующие пунктирным кривым, 
были измерены для пленок, которые предварительно длительное время 
находились в воздухе.

Увеличение яркости свечения с ростом энергии электрона (рис. I) 
хорошо согласуется г теорией переходного излучения (за исключением 
случая при >=75 ). При >.—3400 А зависимость спектрально!՜! плот­
ности энергии излучения от энергии электрона отличается от линейной

Рис. 2. Угловое распределение излучении для пленки сереб­
ра толщиной 633 А, /: 80кэв: • - 1Г|, Э—1Г . .Г1-*

излучение назад; ./< 9Г •. .Л1 • —излучение вперед

и носит более сложный характер. Наблюдается также хорошее согласие 
экспериментальных данных и теории по угловым распределениям изл) 
чення Наблюдаемые небольшие отклонения измеренных значений °т 
вычисленных, обусловлены многократным рассеянием электронов в 
мишени.

Изменение спектральной плотности переходного излучения с изме­
нением угла влета электрона в мишень в простейшем случае имеет в»1 
^со§- > (•). Но в зависимости от оптических постоянных она мож?: 
приобретать ботее сложный вил. как это следует из рис. 3. Из даншД 
этого рисунка следует, что измеренные значения хорошо согласуют^ 
с кривыми, вычисленными по формулам переходного излучения.
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Таким образом, результаты настоящего эксперимента в целом пока­
зывают. что свечение тонких пленок серебра под действием нерелятн- 
ннсгскнх электронов, падающих на поверхность пленки под углами 
ВПЛОТЬ до '? - 75 . практически Полностью состоит из фотонов переход

*,грод
Рис. 3. Зависимость спектральной плотности энергии излу­
чения от угла влета электрона н мишень для пленок серебра 
Е-г8()кэв •—ЦТ , э —«Г .Излучение назад: .В •-н 127.5- 
.Г 52,5°. Излучение вперед: —6 52.5°; ./ “ ֊

-н'=525°; .ГЧ«-Н'=52.5°

ного излучения и экспериментальные данные с хорошей точностью 
согласуются с ожидаемыми по теории переходного излучения. Незначи­
тельная шероховатость поверхности тонких пленок (эта шероховатость 
ощущается только при в75с) исключает возможность проявления 
Других видов излучения (’), имеющих место в случае массивных 
мишеней не только при скользящих углах влета, но и в интервале углов 
1»=0°^75°.

Институт физических исследований 
Академии паук Армянской ССР
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X II. ;1Լրւ1Ի^1Ա1հՆ«1էՆ It h. 1Г1вММ1Р81П». lb It :11ՎՀԱՆՆԻ118ԱՆ. Ի. Հ IMIIISIIlTHICb

l.*|bljin|i!iG(ibp|t fiiunuiquijpiu <П» արծաթե բարակ թսւղանթներւս il

"քննարկփււմ են ար^աքքե րարսւկ քժ ա ց ան քժն ե ր ու/ ոչ ոելլատիվիսսփ^ 
էլեկտրոնների անցման մ ամանակ աոաջտցոց ճաո ացալիք մ ան փորձարարա֊ 
կան հետադոտո» թ լունների ա րց րոնրնե ր ր ոսլեկտրի ոսրոիկէսկան աիրտ լիք ու ւ/ ։ 
1Լնալիր/ր հ՚ւ՚քց Լ ասւլիո, որ աքրյ ճաո ո»ց ա լ/ժ ա մ ր հիմնականում րացկացաձ / 
անցա մուլին ճաոացալ/յման ֆոտոններից ե փորձարարական ավլալեերր մեծ 
Հ-սսո թրսմր համընկնում են Գինցրո» ըց֊ էերանկի անցա մալին ճաո տցալթման 
տեսա իք լան \եոր։
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